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Zpiisob monitorovini tlouStky a rovnomérnosti tloust'’ky prithledného povlaku a zafizeni
k provadéni tohoto zpiisobu

Oblast techniky

Vynalez se tyka zpisobu monitorovani tloustky a rovnomémosti tloustky prihledného povlaku
naneseného na podklad ve formé vrstvy a zafizeni k provadéni tohoto zpisobu.

Dosavadni stav techniky

Regulace tloustky a indexu lomu povlakii nanasenych na sklenéné tabule, zejména na Cerstveé
tvarované pasy skla, je dileZité. V oboru je dobfe znamé nanaSeni jednoho nebo nékolika
povlakii na sklenéné tabule v ramci &etnych aplikaci. Tyto povlaky jsou obvykle tenké, naptiklad
tendi neZ 100 nanometrd, a m&feni povlaki takové tloustky je obtizné, zejména, kdy je Zadouci
provést tato méfeni rychle, plynule a na velkych plochach skla a zjiStovat zmény tloustky
povlaku v podéIném i pfiéném sméru pasku skla nebo sklengnych tabuli. Tloustka téchto povlaki
predstavuje duleZity parametr pfi vyrobé kvalitniho zasklivaciho materialu. Fyzikalni a zejména
optické vlastnosti zasklenych ploch totiz vyrazn€ zavisi na uvedené tloustce povlaku.
Geometricka tloustka povlaku a jeho index lomu hraji vyznamnou roli, pokud jde o interferencni
charakteristiky uvedenych past nebo tabuli opatfenych uvedenym povlakem. Zjisti-li se, Ze
naméfena tlouitka povlaku je mimo pfijatelné meze, stavaji se z tabuli skla, jejichZ povlak je jiz
nanesen, zmetky uréené do odpadu. To predstavuje o to v&t3i problém v pfipad¢, Ze tabule jiz
byly mezitim opatfeny dal$imi povlaky nebo byly zasazeny do zasklivacich paneli.

Je tedy Zadouci zjistit tloudfku a rovnomémost této tloustky povlaku pokud mozno
bezprostiedn& potom, co byl povlak na tabuli nebo pas podkladu nanesen v prumyslové vyrobni
lince. '

Patentovy dokument GB 2069 130 popisuje zpusob zjisténi optické tlouStky povlaku
smérovanim polychromatického svétla nejdiive na méfeny vzorek a nasledné postupné za
referenéni vzorky majic povlaky odstupiiovanych znamych tloustek, pfiemz porovnavani se
provadi az do okamZiku, kdy spektrum odraZeného svétla méfeného vzorku odpovida spektru
odrazeného svétla jednoho z referenénich vzorkd. Tento zplisob je vhodny pro povlaky majici
tloustku 150 az 3 000 nanometri a vyzaduje presnou kalibraci referenéniho povlaku. Tento
zpuisob neumoZituje provadét kontrolu tloustky povlaku s geometrickou tloudtkou mensi neZ asi
75 nanometrti p¥i indexu lomu povlaku rovném asi 2. Navic tento zpiisob nezahrnuje plynulou
kontrolu tlouitky povlaku v ptipadé, Ze méfené hodnoty tloustky lezi mimo rozmezi kalibrace
referenéniho povlaku, a neumoziiuje zjistit rovnomérnost tloustky povlaku. Konstrukce a poloha
zatizeni k provadéni tohoto zplisobu jsou takové, Ze neumoZiuji sledovani povlaku bezprostfedné
potom, co byl povlak nanesen.

V patentovém dokumentu IT 2 009 990 se popisuje pouZiti dvou laserovych svételnych zdroji,
tj. monochromatickych zdrojl, zamé&fenych na stejné misto povlaku, jehoZ tloustka ma byt
méfena, pfiemz CCD kamera detekuje svétlo jednak odraZené a jednak rozptylené podkladem
nesoucim povlak. Nevyhoda pouziti laserového svétla spotivd vkomplikované konstrukci
odpovidajiciho zafizeni, ktera je podmingna detekci jak odrazeného, tak i rozptyleného svétla,
pfitemz nevyhodné je rovnéz to, ze detekéni sondy musi byt umistény na obou stranich
podkladu.

V patentovém dokumentu JP 63 006 632 se popisuje zpiisob méfeni svétla prochézejiciho skrze

povleteny podklad, pfitem¥ tento zpiisob nefe3i vyhodnoceni rovnomémosti tloustky.
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Cilem vynilezu takto je poskytnout zpiisob monitorovani tloustky a rovnomémosti tloustky
prihledného povlaku naneseného na podklad, ktery by nemél vy3e uvedené nedostatky feseni
podle dosavadniho stavu techniky.

Podstata vynalezu

Pfedmétem vynélezu je zpiisob monitorovéni tloustky a rovnomémosti tloustky prihledného
povlaku naneseného na podklad ve formé vrstvy, jehoz podstata spo&iva v tom, Ze se na mnoZinu
poloh na povlaku nasméruje mnohobarevné svétlo a méfi se intenzita sv&tla odra¥eného od
povlaku, pti¢emz se v kazdé poloze na povlaku méfi intenzita odraZeného svétla alespofi na dvou
diskrétnich vinovych délkach a tato méfeni se zpracovavaji na elektricky signal, ktery se
srovnava s jednou nebo nékolika prahovymi hodnotami a s elektrickymi signaly ziskanymi pro

rorr

jiné polohy k ziskéni udaji o tom, zda tloustka povlaku je v ptedem uréenych mezich.

Vyhodné jsou alespoii dvé diskrétni vinové délky v rozmezi od 400 do 750 nanometri, p¥i¢emz
Jejich rozdil je roven alespori 50 nanometriim. Vyhodng je prvni diskrétni monitorovaci vinova
délka vrozsahu od 400 do 480 nanometri pro modrou barvu, zatimco druhd diskrétni
monitorovaci vinova délka je v rozsahu od 580 do 750 nanometrii pro &ervenou barvu. Méfeni se
vyhodn& provadi za pouiti dvou vlnovych délek. Vyhodné se uvedena tfi méfeni zpracuji
k ziskani elektrického signélu udavajiciho index lomu povlaku. Vyhodn& je prvni diskrétni
monitorovaci vinova délka vrozsahu od 400 do 480 nanometrii pro modrou barvu, druha
diskrétni monitorovaci vlnova délka je v rozsahu od 580 do 750 nanometri pro &ervenou barvu
a tfeti diskrétni monitorovaci vinovéa délka je v rozsahu od 480 do 580 nanometri pro zelenou
barvu. Vyhodné se intenzita odraZeného svétla me&fi prvky citlivymi na svétlo kazdé diskrétni
monitorovaci vinové délky. Vyhodné se méfeni intenzity odraZeného svétla provadi za pouziti
integrovaného obvodu s vazbou nabojem CCD. Vyhodné je integrovanym obvodem s vazbou

. nabojem linedrni CCD barevna kamera. Vyhodn& ma mnoZina poloh vzijemné vzdélenosti

nejvyse rovné 50 milimetrim, vyhodnéji nejvyse rovnou 10 milimetrim a je$té vyhodnéji
nejvyse rovnou 5 milimetrim. Vyhodné se méfeni provadi pres celou $itku podkladu. Vyhodné
se kontroluje intenzita mnohobarevného svétla smérovaného na povlak. Vyhodné se mé&keni
zpracuji pro vypocet rozdilu mezi intenzitu odraZeného svétla na dvou uvedenych diskrétnich
monitorovacich vinovych délkach.

Pfedm&tem vynilezu je rovnéz zafizeni pro monitorovéni tloudtky a rovnomémosti tloustky
prihledného povlaku naneseného na podklad, jehoZ podstata spo&iva v tom, Ze zahrnuje zdroj
svétla pro smé&rovani mnohobarevného svétla na fadu poloh povlaku, linedrni CCD barevnou
kameru jako prostfedek pro méfeni intenzity svétla odraZeného od povlaku v kazdé poloze
alespoii na dvou diskrétnich vinovych délkéch a mikroprocesor jako prostfedek pro zpracovani
vysledki méfeni, na jejichz zikladé se generuje elektricky signal, ktery se srovnava s jednou
nebo nékolika pfedem uréenymi prahovymi hodnotami a stakovymi elektrickymi signaly
generovanymi v jinych polohach pro ziskani udaji o tom, zda tloustka povlaku je v ptedem
uréenych mezich. Vyhodné je zdrojem svétla podlouhly zdroj svétla majici délku alespoii rovnou
Sifce povlaku. Vyhodn€ toto zafizeni déle obsahuje prostfedek pro kontrolovani intenzity
mnohobarevného svétla smérovaného na povlak obsahujici alespori jeden detektor svétla.

Zpusob a zafizeni podle vyndlezu umoZiiuji snadné zjisténi tloustky a rovnomémosti tloustky
povlaku a zji§téni, zda se tyto parametry nachazeji v predem uréenych mezich. Vynélez rovnéz
umoZiiuje ziskat uvedena zji$téni rychlym a jednoduchym zpiisobem a hlavn& bezprostfedng
potom, co byl povlak na podkladu vytvoien.

Vyraz ,diskrétni* vinové délky uvadi vinové délky, mezi kterymi je rozdil alespoti 50 nanometri.
Obé diskrétni vinové délky lezi pfednostng ve viditelném spektru, to znamené v rozsahu od
380 nm do 780 nm. Nejvyhodn&jsi diskrétni vinové délky lezi v rozsahu od 400 do 480 nm
(modré) a v rozsahu od 580 do 750 nm (ervend). Tato skutednost vyplyva z objevu, Ze pro
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mnohé komeréni povlaky rozdil méfeni providénych na téchto dvou diskrétnich vlnovych
délkach se s tloudtkou povlaku vyznamné méni.

Odrazivost svétla od povleteného podkladu zavisi, jak zndmo, mezi jinymi na vinové délce
odrazeného svétla, na tloudfce povlaku a na indexu lomu podkladu, povlaku a vzduchu.
Odvozeni viech potiebnych parametrii umoZtiujicich pfimy vypoget tloustky povlaku potfebnych
parametri umoziiujicich ptimy vypoget tloustky povlaku pfimo z méfeni odrazivosti na dvou
diskrétnich vinovych délkach je sloZité, v praxi je vyhodn&jsi urkit mezni hodnoty, napfiklad
z méfeni odrazivosti vzorkii majicich povlaky zndmé tloustky.

Vystupy méfeni odraZeného svétla se piednostné zavedou do mikroprocesoru, kde se signaly
zpracuji, jak je dale vysvétleno, aby se vytvofil idaj o tlouitce povlaku. Na uritych vinovych
délkach zavislych na optické tloustce povlaku vzniké interference vyplyvajici z charakteristiky
odrazeného spektra pro tuto optickou tloustku. pro dany povlak dané tloustky existuje obvykle
ve viditelném spektru dominantni vinova délka, na které nastava konstruktivni interference
a pravé tato dominantni vinova délka ur&uje vizudlni vzhled povleceného podkladu.

PrihlaSovatelé zjistili, Ze pro malé tlou3tky a diskrétni vinové délky blizké k dominantni vinové
délce je rozdil odrazivosti na dvou vlnovych délkach pfimo imémy optické tloust’ce povlaku,
a tedy kdy? je index lomu povlaku stély, je pfimo imérmny geometrické tloust'ce povlaku.

Nicméné piesny vztah mezi odrazivostmi na riznych vlnovych délkach je slozity. SpiSe neZ
méfeni tlouitky v absolutnich vyrazech tudiz predloZeny vynéilez obsahuje zjisténi mezi pro
kazdy druh povlaku. Tyto meze jsou zjistény pokusem.

Jestlize m&feni na dvou diskrétnich vinovych délkéch neni dostate¢né pro opatfeni pfesného
udaje o tlousfce povlaku, napfiklad kdyZ diskrétni vinové délky neleZi tésné u dominantni vinové
délky, méla by byt m&Feni provedena alespoit na tiech vinovych délkéach a tfeti diskrétni vlnové
dalka by prednostn mé&la byt v rozsahu od 480 do 580 nm (zelend). Ze tfi provedenych méfeni
miize potom byt vybran nejvhodn&jsi par m&feni pro vyvinuti idaje o tloustce povlaku. Primér
tfi méfeni dava mnohem presngjsi informaci o odrazivosti svétla, kterd miZe byt pouZita
v nékterych vyhodnych provedenich jako idaj o indexu lomu.

Jestlize zm&na odrazivosti v zavislosti na tlousfce je tésn& u maxima, méni se odrazivost
s tloustkou povlaku velmi malo, takZze odrazivost potom vice zavisi na indexu lomu, jak
predpovidaji Fresnelovy rovnice. Pomoci pfesné kalibrace je potom moZné snadno urdit index
lomu povlaku.

Rovnomérnost tloudtky povlaku na podkladu se stanovi srovnanim elektrického signalu
vyvijeného v jednom misté povlaku a takovych signali vyvijenych na jinych mistech. Vzajemna
poloha téchto mist uréuje spolehlivost @daji o rovnomérnosti, které jsou takto vyvijeny.
V zavislosti na pozadované jakosti povleSeného podkladu a na jeho uréeném konecném pouziti
prihlasovatelé doporutuji zjistit tloustku povlaku na mnoha mistech, které jsou od sebe vzdalena
nejvyse 200 mm, prednostng nejvySe 100 mm, jako na mistech vzdalenych od sebe nejvyse
50 mm, idealng nejvyse 10 mm a nejidealnéji nevySe 5 mm.

Vhodny pFistroj pro provadéni zjisténi by pracoval tak, Ze se méfi intenzita odrazeného svétla
riznymi prvky citlivymi na svétlo pro kazdou diskrétni vinovou délku. Prvky citlivé na svétlo
mohou byt diody citlivé na svétlo, naptiklad uspofadané v fad& foto—diod. Pfednostné se pouzije
pfistroj vazany nabojem (CCD), zvl4it& linearni barevnd CCD kamera. Alternativné mohou byt
pouzity alespoit dvé jednobarevné CCD linearni kamery, kazdé opatfena odpovidajicim filtrem.
Pouziti barevné kamery, které je citliva na tfi vinové délky, mé nicméné vyhodu, Ze tfi signaly
jsou mnohem snadn&ji srovnatelné, protoze jsou ziskany za stejnych podminek stejnym
zafizenim. Déle, jestlize je takovd kamera citlivd na »primami“ barvy modrou, zelenou
a &ervenou, jsou vystupni signily zkamery schopné véméji reprodukovat to, jak se bude
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povle€eny podklad jevit lidskému oku. Kamera mie byt opatiena infraervenym filtrem
k zamezeni prehtati pfi vystaveni prostiedi se zvysenou teplotou a v zavislosti na povaze zdroje
svétla Sirokopasmovym filtrem pro opravu vyvazeni bilého svétla.

Podklad je obvykle ve formé tuhé prihledné tabule. Index lomu podkladu miize byt men$i nebo
V&ti nez index lomu povlaku.. Podklad je obvykle sklovity materil jako sklo, majici index lomu
typicky 1,52, jako sodné sklo, zptisob podle predlozeného vynalezu Je v3ak stejné€ pouzitelny pro
zjidténi tloustky povlaku na jiném materialu podkladu, jako je plastovy material.

Povlak miZe byt nanesen na podklad mnoha riiznymi zpiisoby, jako je katodické rozpraSovani
pod vakuem, provddéné pfi teplotich mistnosti, pyrolyza provadéna pfi zvySenych teplotich
a chemické napafovani. Pro rizné Ggely jsou v oboru pouZivény rizné povlékaci materialy.
Povlékaci materialy jsou obvykle zvoleny mezi kovy, oxidy kovi, nitridy kovi a jejich smésmi.
Pfiklady povlékacich materidld jsou kovy jako stiibro a kemik, oxidy jako oxid hlinity
s indexem lomu asi 1,7, oxid cinaty s indexem lomu asi 1,9 kdyZ je nanaSen pyrolyzou, oxid
zimonidity s indexem lomu asi 2,0 kdyZ je nanaSen chemickym napafovanim a oxid kfemidity
s indexem lomu asi 1,4 kdyZ je nanéSen chemickym napafovanim a nitridy jako nitrid titanigity,
nitrid kfemicity a nitrid hlinity. Svételny prenos ma byt nedifizni a je pfednostné alespoti 10%,
nejvyhodnéji 20%.

Zdroj mnohobarevného svétla ma byt jednoduse zdroj dvou nebo vice vinovych délek, pro které
maji byt provedena méfeni, je viak vyhodng&jsi pouzit zdroj bilého svétla. Ptednostné se méfeni
provadéji pfes v podstaté celou $itku podkladu. Idedlni je podlouhly zdroj svétla, ktery mé délku
rovnou alespoi Sifce povlaku.

Sestava miZze byt umist&na nad pohyblivym povle¢enym pasem skla a obsahuje smérovani svétla
ve formé $térbiny z podlouhlého zdroje svétla umisténého napfi¢ Sitky povleteného pésu skla.
Zdroj svétla miZe obsahovat fluorescenéni trubice. Prednostné Jje osvétleni ze zdroje svétla, to
znamend intenzita mnohobarevného svétla smérovaného na povlak, fizena a prostfedek pro
provadéni takového fizeni miize obsahovat alespoti jeden detektor svétla. Pomoci detektori svétla
mize byt zdroj svétla kalibrovan mé&fenim osvétleni ve mnoZstvi bodt rozdélenych pres 3iiku
podkladu, napfiklad ve dvanécti bodech rozmisténych pres 3itku pasu skla, ktery ma typicky
Sitku 3,2 m. Naméfené arovné osvétleni se uloZi. Béhem nanaseni povlaku se méfi osvétleni ve
zvolenych bodech. Nastane-li zména oproti ulozenym hodnotim, miiZe byt ihned provedena
oprava iméma zméné automaticky pro jeji kompenzaci.

Misto fluorescengnich trubic miize byt pouzit alternativni zdroj svétla méng citlivy na teplotu,
Jako jsou svételné projektory, naptiklad bodové lampy.

Napfiklad se zdrojem svétla sestivajicim ze tfi svételnych projektorti by pro toto fizeni mély
stacit tfi detektory svétla.

Pro vytvofeni rovnoméméjiho osvétleni miZe byt mezi zdroj svétla a povlak vlozen filtr
z matovaného skla.

Pfi pfimém povlékani na dopravniku by méfeni intenzity odrazeného svétla m&lo byt provadéno
bezprosttedn& po povlegeni podkladu v mist& nasledujicim bezprostfedné za koncem povlékaciho
stupné. Kalibrace kamery miZze byt provedena méfenim odrazu od nepovledeného podkladu
a nastavenim tudaje tloustky povlaku na hodnotu nula. Pti odpovidajici kalibraci a pFi pfedem
urenych prahovych hodnotich vynédlez umoZiiuje snadné zjisténi tloustky a rovnomé&mosti
tloustky povlaku, a to v priibéhu vyroby povlegeného podkladu. Zpiisob podle vynalezu mize
poskytovat informace v redlném &ase, a to bezprostiedné po naneseni povlaku. V pfipadg, Ze
uvedené parametry povlaku pfekrodi predem uréené meze, mize byt spustén poplach nebo/a
aktivovan mechanismus zpétné vazby nastavujici podminky, za jakych probiha poviékani
podkladu tak, aby se uvedené parametry vratily do ptedem urSenych mezi. Prahové hodnoty
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mohou byt vhodné ziskany méfenim intenzity svétla odrazeného od vzorki majicich znamé
tloutky odpovidajici pozadovanym krajnim mezim.

Pfi nanadeni prithledného povlaku na podklad ve formé listu miZe byt napiiklad postupovéno tak,
Ze se provedou nasledujici kroky:

a) naneseni materialu povlaku na podklad,

b) zjidténi tlouitky a rovnomémosti tloustky povlaku sm&rovanim mnohobarevného svétla na
mnoZinu mist povlaku, méfeni intenzity svétla odrazeného od povlaku v kazdém zuvedené
mnoZiny mist alespoii na dvou diskrétnich vinovych délkich a zpracovani méfeni pro generovani
elektrického signalu, ktery se srovnava sjednou nebo nekolika prahovymi hodnotami
a s takovymi elektrickymi signaly generovanymi pro jind mista povlaku k ziskani Gdajii o tom,
zda tloustka povlaku leZi v pfedem uréenych mezich, a

c) piipadné nastaveni podminek povlékaciho procesu v odezvu na uvedeny elektricky signal.

Vzhledem k notorické obtiznosti méfeni tloustky velmi tenkych povlaki je prekvapujici, Ze je
v ramei vynilezu mozné zjistovat tloustku povlaku jiz b&hem vyrobniho procesu, a to bez
pieruseni vyroby, prostou analyzou dvou elektrickych signéli generovanych pro rizné vinové
délky a to navic v horkém prostfedi, kterym je misto bezprostfedn& nasledujici za povlékacim
stupném.

Jestlize se podklad opatfuje dvéma nebo vice tenkymi postupn& ukladanymi povlaky, potom je
moné realizovat monitorovani podle vynilezu bezprostfedné po kazdém poviékacim stupni
nebo/a po naneseni viech povlaki. '

RovnéZ je mozné provést vzorkovani povleteného podkladu v pravidelnych intervalech b&hem
jeho vyroby a tyto vzorky prezkouset zplisobem podle vynélezu mimo vyrobni linku, napfiklad
v laboratofi.

Vynélez je zv14ité uziteény, kdyZ se m&feni provadgji na pohyblivém podkladu, napiiklad kdyz
podklad je sklo a m&feni se provadgji na pohyblivém pasu skla nebo na pohyblivych sklenénych
tabulich v nékterém misté podél vyrobni linky pro plynulou vyrobu povletenych sklenénych
tabuli, napfiklad v zafizeni pro katodické rozpradovani pod vakuem nebo v zihaci peci na pasu
skla vyrobeném plavenim. Tento zpiisob je zvla3t¢ vyhodny pro povlaky vyrobené pyrolyzou,
méfeni mohou byt provadéna, kdyz teplota skla je asi 150 °C. Mefeni se pfednostné provadgji
uvnitf pasma 20 m od poproudového konce povlékaciho stanovisté. Mzéteni mohou byt napiiklad
provadéna, kdyz ma sklo teplotu od 500 °C do 600 °C. Zdroj svétla a kamera jsou pfednostné
umistény nad klenbou Zihaci pece a 3térbina v klenb& umoziiuje vystavit pas skla zdroji svétla
a kamefe. Pro dalsi ochranu zdroje svétla a kamery pred teplem unikajici Ze Zihaci pece vietné
tepla unikajiciho $térbinou v jeji klenb& mohou byt zdroj svétla a/nebo kamera uzavieny
v ochlazovaném prostoru napfiklad statickym studenym vzduchem, proudem vzduchu nebo
vodou.

Nastaveni nanaSeni povlékaciho materidlu na podklad odezvou na elektricky signal maZe byt
provédéno mnoha zpiisoby v zvislosti na pouZitém povlékacim zpisobu, napfiklad zménou
mnozstvi vypousténého povlékaciho materialu v poviékacim stanovisti, zmé&nou rychlosti pohybu
rozpraSovaci hlavice a/nebo zménou podminek prostiedi, napfiklad teploty, v povlékacim
stanovist& pro ovlivnéni procesu poviékani Zadanym zpiisobem.

Akoliv jak je vyse popséno, zpiisob podle vynilezu miize obsahovat pridavny krok nastaveni
parametr: povlékani odezvou na zmin&ny elektricky signal, neni to podstatné. Je rovnéZz moinfé
pouzit tento elektricky signal pro tfid&ni povleSenych vzorki podkladu do davek rizné jakosti,
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ur€enych naptiklad pro rizné kone&né pouziti. Dile mize byt elektricky signal pouZit pro ureni
druhu nésledujiciho zpracovani povleeného podkladu.

Piehled obrazkii na vvkresech

Vynilez je znizornén na vykresech, kde obr. 1A znazoriiuje schematicky uspotadéni zatizeni
vhodného pro provadéni zptisobu podle vynalezu v pohledu z jedné strany, obr. 1B je pohled ve
sméru ,,T* v obr. 1A, obr. 1C znézoriiuje schematicky uspotadani obvodii vhodné pro pouZiti se
zafizenim zndzornénym v obr. 1A a 1B, obr. 2 znazoriiuje zavislost mezi dominantni odraZenou
vinovou délkou a tloustkou povlaku mezi 65 a 105 nm pro povlaky z oxidu hlinitého s riznymi
indexy lomu a obr. 3 znazoriiuje zavislost mezi odrazivosti a tloustkou povlaku mezi
65 a 105 nm pro povlaky z oxidu hlinitého s riiznymi indexy lomu.

Priklady provadéni vynilezu

Podle obr. 1A, 1B a 1C je v Zihaci peci nasledujici bezprostfedné nanaSeni povlaku na sklen&ny
pas 10 umisténa svételnd skfii 12 probihajici nap¥i¢ pece. Svételna sk¥ifi 12 je umisténa
napiiklad asi 50 cm nad klenbou 14, to znamen4 asi 1 m nad sklenénym pasem 10. Sklenény pas
10 je nesen na dopravnich véle&cich 13. Svazek svételnych paprski ze svételné skiing 12 dopada
na horni povleceny povrch 11 sklenéného pasu 10 ve sméru blizkém ke kolmému sméru
a odraZeny svazek svételnych paprski dopada na CCD linedrni barevnou kameru 20 umisténou
centralné vzhledem k $ifce sklen&ného pasu 10 a ve vyice od 3 do 4 m nad nim. Svételna skiiii 12
obsahuje zdroj svétla 16, kterym je fluorescenéni trubice napéjena nap&tim o kmito&tu 20 000 Hz.
DileZité je zajistit, aby svitivost zdroje svétla byla pokud mo#no nejrovnomémé;jsi po délce
svételné skiin 12. Pro tento ucel je vystup svétla ze svételné skiiné 12 zakryt okénkem 18
zmatovaného skla. Alternativné mohou byt fluorescenéni trubice nahrazeny tfemi svételnymi
projektory pro osvétlovani okénka 18 z matovaného skla.

Osvétleni ze svételné skiing 12 miZe byt fizeno &trnicti detektory 19 svétla umisténymi
v mnoZin€ zvolenych bodii rozmisténych pres §itku podkladu, tedy sklen&ného pasu 10. Svételna
skiifi 12 mizZe byt kalibrovana méfenim osvétleni zplisobeného u kazdého detektoru 19 svétla.
Naméfené trovné osvétleni se uloZi do paméti mikroprocesoru 24. B&hem nanageni povlaku se
méfi osvétleni ve zvolenych bodech. JestliZe se vyskytuje odchylka od uloZenych hodnot, vyvine
se mikroprocesorem 24 samotinné korekce imérmna odchylce a zavede se k elektrickym signalim
vytvafenych pixely CCD kamery 20 sledujici pasmo prisluiejici onomu detektoru 19 svétla, ktery
zjistil odchylku. Jsou-li pouZity svételné projektory misto fluorescen¢nich trubic, miize byt
korekee vyvinuta mikroprocesorem 24 ptivedena piimo do svételné sk¥ing 12.

Sklenény pas 10 se pohybuje ve sméru Sipky A pod vratnou rozpraSovaci hlavici 22 poviékaciho
stanovisté. Ridici prostfedek 28 natavuje priitoéné mnoZstvi materiélu rozpradovaci hlavici 22
a/nebo rychlost vratného pohybu rozpraSovaci hlavici 22. M&feni z kamery 20 se vedou do
mikroprocesoru 24, kde se provadgji nutné vypoéty, jak bude podrobngji vysvétleno s odkazem
na obr. 1C. Displej 26 ukazuje tidaj o tloustce povlaku nebo o jinych parametrech vypoéitanych
piislusné naprogramovanym mikroprocesorem 24. Spojeni mezi mikroprocesorem 24 a fidicim
prostfedkem 28 umoziiuje samoginné fizeni tloustky povlaku.

Vhodna kamera je TL-2600 RGB Colour Line Scan Camera spole&nosti PULNIX. Kamera 20
mé objektiv o ohniskové délce 50 mm a infraderveny filtr pro sniZeni nebezpeti tepelného
poskozeni. Sitka svazku svételnych paprskii ze svételné skiing 12 je vétsi neZ 3itka sklenéného
pasu 10, aby bylo zjisténo, Ze kamera 20 bude ptijimat odraZené svétlo z celé Sitky povleteného
sklenéného pasu 10, pfitemz se bere v Givahu prostorové uspofadani mezi svételnou skfini 12
a sklenénym pasem 10 a mezi sklenénym pasem 10 a objektivem kamery 20.
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TL-2600 RGB Colour Line Scan kamera 20 je tvofena tfemi fadky z 864 aktivnich pixeld, coz
pro 3itku sklenéného pasu 10 rovnou 3,2 m davé rozliSeni asi 4 mm dostatedné pro ucely
predlozeného vynalezu. Kazdy pixel je mikroskopicky svételny detektor o velikosti 14x14 pm.
Pred kazdym ze tii Fadkid pixeld je umistén opticky pasmovy filtr odpovidajici Cervené, zelené
a modré vinové délce. Pfed objektivem kamery 20 je umistén infracerveny odfezavaci filtr a dva
optické pasmové filtry, jejichz k¥ivky odezvy umoZiiuji nastavit vyvaZeni trovné osvétleni na
gervené, zelené a modré vinové délce.

Prihlédne-li se zejména k obr. 1C, doby integrace elektrickych néboji, které se hromadi na
kazdém pixelu, jsou nastavitelné. Citlivost nasyceni pro kazdy typ povlaku muze tudiz byt
nastavena, aby se potitalo se skute&nosti, Ze je vyznamny rozdil v drovni svétla dopadajiciho na
kameru 20 mezi vrstvou odrazejici 10 % svétla a vrstvou odrazejici 50 % svétla. Toto nastaveni
urduje troven signald, které vystupuji zkamery 20 na vedeni 30. Kamera 20 je napijena
synchroniza&nimi pulzy z generatoru 29 hodinovych signali po vedeni 31, které spinaji pfenos
naboje z kazdého pixelu na sousedni pixel. Doba integrace musi byt deldi neZz polet pixela
kamery 20 nasobeny dobou T odd&lujici dva synchronizaéni pulzy. V daném piipadé, aby se
vzaly v ivahu ,,gerné“ pixely, je doba integrace delsi nez2 700 x T.

Elektrické signaly vyvijené kamerou 20 pfedstavuji odrazivost povleCeného povrchu pro tfi
barvy, &ervenou, zelenou a modrou, popfipad® pro vinové délky 580-700 nm, 515 nm
a 420-450 nm. Tyto signaly, oznadené R, G a B, se vedou do mikroprocesoru 24, kde jsou
vyuzity pro odvozeni tloustky a dle volby indexu lomu povlaku.

Analogické elektrické signaly R, G a B vystupujici ze tfi fadku pixeli a majici amplitudy mé&mé
mnoZstvi svétla pohlceného kazdym pixelem, se multiplexuji pixelem.R, G a B signély pro prvai
pixel kazdého ze tf fadki, potom totéz pro druhy pixel kazdého ze tii fadkd atd. Tyto
multiplexované signély se posilaji do osmibitového analogogislicového prevodniku 32, ktery je
také napajen pres vedeni 33 synchronizanim pulzem z generatoru 29 hodinovych signali.
Synchroniza&ni pulz z generatoru 29 hodinovych signili se také vede do generatoru 42 signalu
identifikace barvy. Vystupni &islicové signaly z analogogislicového prevodniku 32 se potom
poslou po vedeni 34 soutasné se tibitovym signalem identifikace barvy z generatoru 42 po
vedeni 43 do mikroprocesoru 24 pro zpracovani dat.

Mikroprocesor 24 provede zpracovani signalu a urci parametry systému. Vypolty se provadéji
pixel po pixelu pro kazdou barvu. Vysledné hodnoty umoziiuji nakresleni grafil.

Mikroprocesor 24 vypotita stiedni hodnotu signali R, G a B, to znamena (R+G+B)/3 pro udaj
odrazivosti povlaku. Mikroprocesor 24 také vypogita rozdil mezi dvojicemi signald pro oznaCeni
tloustky povlaku pfi stalém indexu lomu, to je R-B, R-G nebo G-B.

Pro mikroprocesor 24 je také mozné vyhladit kiivky R, G a B, to znamen3, je-li to zadéno,
vytvofit ,,vyhlazené“ kiivky odrazu na kazdé z vlnovych délek R, GaB a vypogitanim stiedni
hodnoty z uritého nastavitelného pottu pixeli téZe barvy, napriklad ze 3 az 5 sousednich pixeld.
To zmensi, je-li Zadouci, rozdily mistnich hodnot signali mezi jednim pixelem a jeho sousedem,
zplisobené naptiklad pohyby horkého vzduchu v zafizeni, které méni podminky osvétleni vrstvy,
nebo vlivem prachu apod.

Je-li #4dano, miZe byt procesor 24 naprogramovan tak, aby vyvijel povelovy signal reak¢ni
smy¢ky posilany po vedeni 36 do fidiciho prostfedku 28 pro nastaveni parametri procesu
ukladani povlaku.

Také je moZné vypotitat a pfivést opravné soudinitele ke kazdému R, G a B signalu, aby
odpovidal normalizovanym kolorimetrickym hodnotam (tfibarevné soufadnice CIE nebo
Hunterovy soufadnice L, a, b). V tomto pfipadé bude také nutné vzit v tivahu podklad, jako &iré
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sklo, bronzové sklo, Sedé sklo atd. a jeho tloustku. V tomto pfipadé¢ méfeni nebude relativni,
nybrz absolutni.

Pro zobrazeni zpracovanych dat v grafické form& mohou byt zpracované signdly z mikro-

procesoru 24 vedeny vedenim 37 na obrazovku 26a nebo vedenim 39 na tiskirnu nebo plotter
26b.

Homi a spodni meze odpovidajici pijatelnym vyrobnim odchylkm se ur&i provedenim méfeni
na kontrolnich vzorcich kontrolovaného laboratornimi ptistroji. Tyto meze mohou byt také
zobrazeny na obrazovce 26a a/nebo na titéném grafu z tiskarny nebo plotteru 26b, napiiklad ve
form& dvou vodorovnych tetkovanych ptimek. To umoziiuje, aby operator snadno poznal, zdali
tloutka a pfipadné index lomu, jsou-li zavedena pfisluSna data, presahuje meze odchylek
a kterym oblastem 3itky sklenéného podkladu tyto pfesahy odpovidaji.

Kalibrace zafizeni je provedena méfenim odrazivosti nepovleteného sklenéného pasu, co?
umoZiiuje ozndmeni nulové tloudtky povlaku. Nerovnom&mosti osvétleni pres Sitku sklenéného
pasu 10, chyby zplisobené nedokonalosti optiky kamery 20 a rozdily citlivosti pixeld kamery 20
Jsou vyvézeny odkazy na sklo pfed nanesenim povlaku. Tato kalibrace vede k pouziti opravnych
souinitelii k hodnotim signélii pro kazdy pixel pro ziskani t¥ hladkych kfivek odezvy. Tato
kalibrace miiZe byt provedena bezprostfedn& pred zatitkem ukladéni povlaku a méla by byt
provedena pfed kaZzdym spu$ténim ukladani povlaku.

Kalibragni soucinitelé se napfiklad urgi tak, Ze vystupni signaly ziskané s nepovle&enym sklem se
po zesileni viechny umisti ve stfedu mozného rozsahu vystupu pro zvolenou kameru 20, to je
u 50 % maximélni amplitudy. Volba 50 % pro nepovletené sklo se nicméné miZe ménit
v zavislosti na typu povlaku, to je podle tirovné odrazu svétla,

Pro kazdy z pixelii kazdé ze tfi barev je potom mozno uloZit soutinitel pro pouZiti s hodnotou
signélu, kterou tento pixel vyviji, takZe tato hodnota odpovida zvolenym 50 %.

Tento sou¢initel se potom pouZije pro viechny dalsi signaly z tohoto pixelu.

Za \i¢elem minimalizace chyb vznikajicich nasledkem zvInéni sklenéného pésu 10 na dopravniku
(odrazy zdroje svétla z riznych bodd, které nejsou nutné rovnomé&rné) nebo turbulence v horkém
vzduchu uvnit Zihaciho zafizeni (koliséni indexu lomu vzduchu uvnite zafizeni) se uvaZuje uréity
nastavitelny pocet iplnych mnoZin hodnot R, G a B a vypogitaji se stfedni hodnoty odpovidajici
postupu skla.

Pfednostné se uréi stfedni hodnota asi z 90 &teni odpovidajicich délce asi 6 m sklen&ného pasu
10. Tato hodnota se porovna s pfedem uréenou horni a spodni mezi, coz umoZziiuje operatorovi
zjistit, zdali jsou v nékterém bod& napfi¢ $itky sklen&ného pasu 10 ptekrodeny odchylky.

Vstup funkénich paramefrﬁ (doba integrace, podet ziskii danych sérii dat pred vypoétem priméru,
kalibratni soutinitelé atd.) a volba funkci a Z4dané vystupy mohou byt provedeny pomoci
klavesnice 41 sdruZené s mikroprocesorem 24.

Mikroprocesor 24 vysili Zidané povelové signaly kamery po vedeni 44 do generitoru 29
hodinovych signéli, odkud jsou vedenim 31 posilany do kamery 20.

Priklad 1

Roztok obsahujici slougeninu hliniku se rozpraSuje vratnou rozpraSovaci hlavici na postupujici
pas horkého skla pfi teplot& nad 550 °C. Ugel tohoto spodniho povlaku je ten, Ze kdyZ se nanasi
vrchni povlak z oxidu ciniitého, je opticka tloustka spodniho povlaku dostate&na k omezeni
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interferenénich jevii odrazeného viditelného svétla vlivem horniho povlaku. K dosaZeni tohoto
G&elu jsou meze tloudtky povlaku z oxidu hlinitého velmi izké. V zavislosti na tloust'’ce nasledné
nanesené vrstvy oxidu cinigitého by povlak z oxidu hlinitého mél mit tloustku od 75 do 100 nm
s odchylkou napfiklad +3 mm a s indexem lomu mezi 1,68 a 1,73 £0,01.

Pro povlaky s touto tlou$tkou a indexem lomu je dominantni odrazové vlnova délka v rozsahu od
480 nm do 575 nm, to znamena v rozsahu od modré do Zluté. Jak tloustka roste, odrazena barva
prechézi z modré pti tloustce 75-80 nm do jemng Zluté pfi tloustce 100 nm. To je znazornéno
v obr. 2, kde dominantni odraZena vinové délka Ap je vynesena v zavislosti na tloustce t povlaku
pro povlaky majici index lomu od 1,60 do 1,72. Piihlaovatelé objevili, Ze pfi cilové tloustce
povlaku rozdil mezi signalem odrazivosti z Eerveného pixelu kamery (citlivého pfevazn€ na
580-700 nm) a ze signalu odrazivosti zmodrého pixelu kamery (citlivého pfevazné na
420-450 nm) udava tloustku povlaku:

t=f (R-B).

Index lomu povlaku zavisi mim& na sloZeni, teploté skla a na teploté prostfedi. Pfi tloudtce
povlaku 78-80 nm je zm&na odrazivosti s tloustkou tésn€ u maxima a zmény tloustky maji tudiz
pouze maly vliv na zm&ny odrazivosti. Nicméné& odrazivost se vyznamné& méni s indexem lomu n,
povlaku a je tedy mozné vytvofit vztah mezi odrazivosti a indexem lomu. Tento vztah je
zmazomnén v obr. 3, kde je stiedni odrazivost R4 m&fena na tfech diskrétnich vinovych délkach
vynesena v zavislosti na tloustce t pro povlaky majici index lomu od 1,60 do 1,71. Tedy plati

n = f [(R+G+B)/3]

Souhrnné tedy plati, Ze stfedni hodnota signald vyvijenych na tfech diskrétnich vinovych délkach
dava informaci, kterd je pfimo Gmé&ma indexu lomu povlaku, zatimco rozdil mezi signaly
vyvijenymi na modré a Eervené vinové délce dava informaci piimo im&rmou tloudtce povlaku.

Mikroprocesor mize byt naprogramovan tak, aby zpisobil poplach, kdyz elektricky signal
vyvijeny z informace smérodatné pro tloustku povlaku, padne mimo pfedem urlené prahové
hodnoty a/nebo aby za t&chto podminek samo€inné nastavil proces povlékani, napfiklad zménou
vratné rychlosti rozpraSovaci hlavice. Podobn& miize byt mikroprocesor naprogramovan tak, aby
zptsobil poplach, kdyZ elektricky signal vyvijeny z informace smérodatné pro index lomu
povlaku padne mimo pfedem ur&ené prahové hodnoty a/nebo aby za t&chto podminek samo¢inné
nastavil povlékaci proces, naptiklad zm&nou teploty v povlékacim stanovisti.

Priklad 2

V pfipadé absorpéniho protislune¢niho povlaku vyrobeného pyrolyzou z acetylacetonatu
a obsahujiciho 62% Co0, 26,6% Fe,0; a 12% Cr,0; a majiciho tloustku mezi 40 a 50 nm je
dominantni odra%end barva zluta. Udaj o optické tloustce povlaku se ziskd z rozdilu mezi
elektrickymi signaly vyvijenymi u modré a Eervené vinové délky. Nicméné v tomto pripadé bylo
Zji¥téno, e index lomu se silng méni, kdyZ je sloZeni povlékaciho materialu fixovéano, takze
geometricka tloustka se snadno kontroluje.

Priklad 3

V ptipadé mimé absorbujiciho protislunegniho povlaku vyrobeného pyrolyzou a obsahujiciho
oxid titani¢ity a majiciho tloustku 50 nm +3 nm je dominantni odrazena barva $edomodra. Rozdil
mezi signaly na &ervené a modré vinové délce umotziiuje zjistit optickou tloustku tohoto povlaku.
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Priklad 4

V pfipadé spodniho povlaku obsahujiciho SiO, nebo SiO, a majiciho tloustku asi 90 nm je
dominantni odrazové barva $eda. Takovy povlak miZe byt vyroben chemickym napafovanim
nebo alternativné rozpraSovanim, zejména vysokofrekvenénim rozpraSovanim. OdraZena barva je
svétle modra nebo svétle Zluta pfi zménach tloustky povlaku, tyto zmény viak neni snadné zZjistit
pouhym okem. V tomto p¥ipadé se doporucuje porovnat signaly vyvijené na zelené a na modré
vinové délce pro zjisténi vzhledu povlaku.

Ptiklad 5

V pfipadé vrchniho povlaku obsahujiciho SnO, a majiciho tloustku asi 300 nm prikrytého
amajiciho podklad z oxidu hlinitého v obou povlacich, krycim i podkladovém o tloustce 75 nm,
a vyrobeného podle piikladu 1, neexistuje 24dn4 dominantni odraZena barva. Je-li povlak velmi
tenky, ziska se riovo—fialova odraZena barva. Je-li povlak velmi tlusty, zisk4 se mdle zelena
odrazova barva. Rozdil mezi signily na zelené a &ervené vlnové délce umoziiuji zjistovani
parametri tohoto povlaku. Rozdily mezi signily na zelené a modré vinové délce, nebo mezi
signaly na &ervené a na modré vlnové délce umoZziuji rozliSeni mezi dvéma zelenymi, popfipadé
dvéma €ervenymi fady interference, naptiklad mezi tfetim a &tvrtym Fadem interference, jestlize
se tloudtka povlaku podstatné méni.

Priklad 6

Sklenény podklad ma kovovou kfemikovou vrstvu tloudtky 25nm nanesenou chemickym
napafovanim. Normélni barva je kovové Seda. Je-li tloustka povlaku piili velka, barva se zmé&ni
ve Zlutou a potom mé sklon zménit se v Eervenou. Svételny odraz je fadu 50 % a svételny pienos
Je asi 33 %. Tloustka povlaku miiZe byt zji§t€na vypoétem rozdilu mezi signily R a B.

Priklad 7

Podklad povle€eny né€kolika vrstvami, ve slozeni sklo/TiN/SnO, majici svételny prenos T,=35 %
je vyroben rozpraSovanim magnetronem. Vyrobek je zkouen odrazem ze strany skla pouzitim
zafizeni podle vynilezu. OdraZena barva je modra. Pti konstantni tloustce vrstvy TiN umoziiuji
rozdily mezi signély na modré a na zelené vinové délce Fizeni tloustky a rovnom&mosti tloustky
horni vrstvy SnO, pro zajidténi rovnom&rného vzhledu vyrobku pfi pohledu ze strany skla.
Tloustka povlaku zTiN miZe byt pfedb&iné fizena podle vynilezu kamerou umisténou
v nanéaSecim zafizeni po naneseni vrstvy TiN a pfed nanesenim vrstvy SnO,.

Priklad 8

Podklad povleCeny nékolika vrstvami, ve sloZeni sklo/nerezavéjici ocel/TiN majici svételny
prenos Ty =8 %, je vyroben rozpraSovanim magnetronem. Vyrobek je zkouSen odrazem ze strany
skla pouZitim zafizeni podle vynéilezu. Odrazena barva je kovové stifbrd a zafiva. P¥i konstantni
tloust'ce vrstvy z nerezavéjici oceli umoZiiuji rozdily mezi signily na modré a na &ervené vinové
délce fizeni tloustky a rovnomémosti tloustky horni vrstvy TiN pro zajisténi rovnomérého
vzhledu vyrobku pfi pohledu ze strany skla. Tlou$tka povlaku z nerezavéjici oceli mize byt
pfedbéZn€ fizena zplisobem podle vynilezu kamerou umisténou v nanaSecim zafizeni po
naneseni vrstvy z nerezavéjici oceli a pfed nanesenim vrstvy TiN.
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PATENTOVE NAROKY

1. Zpisob monitorovani tloustky a rovnomémnosti tloustky prithledného povlaku naneseného
na podklad ve formé vrstvy, vyznaéujici se tim, Ze se na fadu poloh na povlaku
nasméruje mnohobarevné svétlo a méfi se intenzita svétla odraZen¢ho od povlaku, pfi¢emZ se
v kazdé poloze méfi intenzita odrazeného svétla alespoil na dvou diskrétnich monitorovacich
vlnovych dilkéch, a tato méfeni se zpracovavaji na elektricky signal, ktery se srovnava s jednou
nebo nékolika prahovymi hodnotami a s elektrickymi signély zjiSténymi na jinych mistech pro
ziskani Gidaji, zda tloustka povlaku je v pfedem uréenych mezich.

2. Zpisob podle naroku 1,vyzna&ujici se tim, Zealespoii dvé diskrétni vinové délky
jsou v rozsahu od 400 nm do 750 nm a jejich rozdil je alespoii 50 nm.

3. Zpisob podle niroku 2, vyznaéujici se tim, Ze prvni diskrétni monitorovaci
vinové délka je v rozsahu od 400 do 480 nm pro modrou barvu a druhd diskrétni monitorovaci
vinové délka je v rozsahu od 580 do 750 nm pro Eervenou barvu.

4. Zpusob podle kteréhokoli znéroki 1 az 3, vyzna&ujici se t im, Ze se méfeni
provédi na dvou diskrétnich monitorovacich vinovych délkach.

5. Zpisob podle kteréhokoli znarokii 1 az 3, vyzna&ujici se t im, e se méfeni
provadi na tfech diskrétnich monitorovacich vinovych délkach.

6. Zpisob podle naroku 5, vyzna&ujici se tim, e tato tfi méfeni se zpracuji pro
vyvijeni elektrického signélu udavajiciho index lomu povlaku.

7. Zpisob podle nirokéi 5 nebo 6, vyzmalujici se tim, %e prvni diskrétni
monitorovaci vinova délka je v rozsahu od 400 do 480 nm pro modrou barvu, druha diskrétni
monitorovaci vinové délka je v rozsahu od 580 do 750 nm pro &ervenou barvu a tfeti diskrétni
monitorovaci vinova délka je v rozsahu od 480 do 580 nm pro zelenou barvu.

8. Zpisob podle kteréhokoli znaroki 1 az 7, vyzna ¢ujici se tim, Ze intenzita
odrazeného svétla se mé&Fi riznymi prvky citlivymi na svétlo pro kazdou diskrétni monitorovaci
vinovou délku.

9. Zpusob podle kteréhokoli z narokii 1az8,vyznacujici se t i m , Ze méfeni intenzity
odraZeného svétla se provadi za pouZiti integrovaného obvodu s vazbou nabojem CCD.

10. Zpisob podle naroku 9, vyznaéujici se tim, Ze integrovany obvod s vazbou
nabojem je linearni CCD barevné kamera (20).

11. Zpiisob podle kteréhokoli z nérokdi 1 a2 10, vyznaéujici se tim,Zze fada poloh ma
vzajemné vzdalenosti nejvySe 50 mm.

12. Zplsob podle naroku 11, vyzmadujici se tim, Ze fada poloh ma vzijemné
vzdalenosti nejvyse 10 mm.

13. Zpisob podle naroku 12, vyzmna&ujici se tim, Ze fada poloh mé vzijemné
vzdilenosti nejvyse rovné 5 mm.

14. Zpusob podle kteréhokoli z naroki 1 az 13, vyzna&ujici se tim, Ze se méfeni
provadi pfes celou §itku podkladu.
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15. Zpusob podle kteréhokoli z nérokti 1 az 14, vyznadujici se tim, e se kontroluje
intenzita mnohobarevného svétla smérovaného na povlak.

16. Zpusob podle kteréhokoli znarokd 1 a% 15, vyzna&ujici se tim, e se méfeni
zpracuji pro vypoCet rozdilu mezi intenzitou odraZeného svétla na dvou uvedenych diskrétnich
monitorovacich vinovych délkach.

17. Zafizeni pro monitorovani tlouitky a rovnomémosti tloustky prihledného povlaku
naneseného na podklad, vyznaéujici se tim, e zahruje zdroj svétla (16) pro
smérovani mnohobarevného svétla na fadu poloh povlaku, linedrni CCD barevnou kameru (20)
Jako prostfedek pro méfeni intenzity svétla odrazeného od povlaku v kazdé poloze alespofi na
dvou diskrétnich vlnovych délkach a mikroprocesor (24) jako prostiedek pro zpracovani
vysledki méfeni, na jejichz zakladé se generuje elektricky signal, ktery se srovnéva s jednou
nebo nekolika pfedem uréenymi prahovymi hodnotami a stakovymi elektrickymi signaly
generovanymi v jinych polohdch pro ziskani Gdaji o tom, zda tloustka povlaku je v pfedem
uréenych mezich.

18. Zafizeni podle naroku 17, vyznadujici se tim, e zdroj svétla (16) je podlouhly
zdroj svétla majici délku alespofi rovnou Sifce povlaku.

19. Zatizeni podle niroki 17 nebo 18, vyzna&ujici se tim, Ze dile obsahuje
prostfedek pro kontrolovéni intenzity mnohobarevného svétla smérovaného na povlak obsahujici
alespoii jeden detektor (19) svétla.

5 vykresi
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